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Schematische Darstellung des Messprinzips

Der FRT CWL HR arbeit wie die anderen Sensoren der

CWL-Familie nach dem Prinzip der chromatischen Ab-
standsmessung. Das Licht wird in Abhangigkeit von

seiner Wellenldnge in verschiedenen Abstdnden vor

dem Messkopf fokussiert.

Ausgewertet wird das Spektrum des reflektierten
Lichts. Das zeigt einen charakteristischen Peak, aus
dessen zugehoriger Wellenlange die Hohe der Ober-
flache bestimmt wird.

Dank seiner modifizierten Optik und der Superlumi-
neszenzdiode erreicht der CWL HR die hdéchste La-
teralauflosung aller CWL Sensoren und arbeitet
gleichermaflen problemlos auf spiegelnden und
rauen sowie hochreflektierenden und lichtabsorbie-
renden Oberflachen.

Eigenschaften

Zerstorungsfreie, beriihrungslose Messung

Sub-pm Lateralauflésung (x, y)

GroB3e numerische Apertur (Messung steiler Flanken)
Koaxiale Messung, keine Abschattungseffekte

Leichter Messkopf ohne bewegliche Elemente

Technische Daten

Messbereich z: 100 Um
Arbeitsabstand: 5,8 mm

Auflosung z: 10 nm

Auflosung x, y: 0,7 Um
Messwinkel: 90° + 40°
Schnittstellen: USB, R232, analog
Messrate: max. 4000 Hz
Lichtquelle: SLD 830 nm

the art of metrologyTM

Schnelle, beriihrungslose
Abstandsmessung mit hochster
Lateralauflosung

Typische Anwendungen

Schnelle Profil- und Topographiemessungen,
auch auf empfindlichen Oberflachen

Messung feiner Strukturen in der
Mikrosystemtechnik und
der Nanotechnologie

Messung diinner transparenter Schichten

Messung von Stufenhdhen, Abstanden,
Winkeln in der Elektronik- und
Halbleiterfertigung

Geometriekontrolle beim Mikro-Spritzguss

Oberflachencharakterisierung
in der Medizintechnik

Lieferumfang

Sensorelektronik mit LC-Display zur Messwert-
anzeige und Tastenpanel zur Einstellung

Optische Faser, Lange 2 m, Kunststoffmantel
(optional bis zu 10 m, auch mit Metallmantel)

Messkopf 100 pm

Netzkabel, Handbuch

FRT CWL HR Sensor mit optischjer Faser und Messelektronik
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